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Irradiagao de filmes finos e ultrafinos de polimetilmetacrilato: Efeitos
quimicos sob condi¢coes de confinamento espacial
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(a) Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Av. Ipiranga 6681, CEP: 90619-900, Porto Alegre -
RS, Brasil
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Neste trabalho, a influéncia do confinamento espacial em uma dimensao nos efeitos quimicos induzidos pela
irradiagdo com ions de H" de 300 keV e Au’* 18 MeV foram investigados sistematicamente, seguindo as taxas de
quebrade ligagdes em fungéo da espessura h de filmes finos de PMMA (2<h<100 nm).

As modificagbdes quimicas dos filmes foram analisadas por XPS e FTIR, e as mudangas morfolégicas foram
investigadas por AFM e elipsometria. Resultados preliminares indicam que sec¢bes de choque de danos para
modificagdes quimicas, estimadas por XPS, mudam muito pouco com filmes de espessura h ~5 nm. Filmes com
h~2 nm apresentam resultados menos conclusivos, devido a forte influéncia de contaminantes de carbono,
combinada a mudancas causadas pelo feixe. Diversos desafios tem sido enfrentados na quantificacao das
taxas de quebra de ligagdes, somados a reducao de sensibilidade na analise dos filmes mais finos. As
mudangas morfologicas nos filmes devido ao bombardeamento com ion (rugosidade, cobertura, densidade),
além do decréscimo de espessura devido ao sputtering podem contribuir na quantificagéo, e seréo discutidos.
Nossos resultados preliminares indicam que as taxas de quebra de ligages induzidas por ions pesados com
energia de MeV mudam pouco em filmes de PMMA confinados a poucos nanémetros em uma dimensao.
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